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요약

순차 주사 및 비월 주사 동작을 선택적으로 수행할 수 있는 스캔 드라이버가 개시된다. 스캔 드라이버는 다수의 플립 플롭

들이 직렬로 배열된 시프트 레지스터, 다수의 NAND 게이트들로 구성된 홀수 라인 선택부 및 다수의 NAND 게이트들로

구성된 짝수 라인 선택부를 가진다. 홀수 라인 선택부 또는 짝수 라인 선택부에 입력되는 제어 신호들인 홀수 라인 제어 신

호 및 짝수 라인 제어 신호에 따라 스캔 드라이버는 순차 주사 동작 또는 비월 주사 동작을 수행하게 된다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버를 도시한 회로도이다.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 플립 플롭을 도시한 회로도이다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따라 상기 도 1의 스캔 드라이버의 순차 주사 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제1 실시예에 따라 상기 도 1의 스캔 드라이버의 비월 주사 동작을 설명하기 위한 타이밍도들

이다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 제2 실시예에 따라, 스캔 드라이버가 적용된 유기 전계 발광 장치를 도시한 블록도 및 상기 유

기 전계 발광 장치를 구성하는 화소 구동 회로도이다.
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도 6a 및 도 6b는 본 발명의 제2 실시예에 따라 상기 도 5a에 도시된 유기 전계 발광 장치의 순차 주사 및 비월 주사를 설

명하기 위한 타이밍도들이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

100 : 시프트 레지스터 120 : 홀수 라인 선택부

140 : 짝수 라인 선택부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 평판 디스플레이 장치의 스캔 드라이버에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 순차 주사(Progressive Scan) 및 비월

주사(Interlaced Scan)을 선택적으로 수행하는 스캔 드라이버에 관한 것이다.

스캔 드라이버는 평판 디스플레이 장치에 필수적으로 요구되는 회로이다. 상기 스캔 드라이버는 평판 패널상에 행과 열로

배치된 다수의 화소들을 구동하는데 사용된다. 즉, 스캔 드라이버는 다수의 화소들을 구동하기 위해 하나의 행을 단위로

선택된 행에 배치된 화소들을 발광시키거나, 선택된 화소들에 데이터가 인가되도록 한다.

통상 한 프레임의 영상을 구성하기 위해, 한 프레임의 영상이 디스플레이되는 주기를 규정하는 수직 동기 신호와 한 프레

임의 영상을 구성하는 다수의 화소 라인들 중 각각의 라인을 구동하는 수평 동기 신호가 요구된다. 수평 동기 신호가 활성

화되는 동안, 상기 수평 동기 신호가 인가되는 라인에 배치된 화소들에는 영상 데이터가 입력된다.

수동 매트릭스 타입의 디스플레이 장치의 경우, 영상 데이터의 입력과 동시에 화소가 발광을 개시하고, 능동 매트릭스 타

입의 디스플레이 장치의 경우, 입력되는 영상 데이터를 저장한 다음, 소정의 시간이 경과된 후 하나의 라인 전체를 발광시

키는 동작을 수행한다.

액정 디스플레이 장치, 유기전계발광장치, 플라즈마 디스플레이 장치 등에서, 상기 수평 동기 신호를 주사 신호로 부른다.

따라서, 이하 각각의 라인을 선택하여 활성화하는 신호를 주사 신호라 칭한다.

상기 주사 신호를 화소들이 배치된 패널에 공급하는 회로가 스캔 드라이버이다. 스캔 드라이버는 패널을 구성하는 각각의

라인들에 주사 신호를 공급한다. 주사 신호의 공급을 통해 각각의 라인을 선택하고 활성화하는 방법은 순차 주사 및 비월

주사가 있다.

순차 주사는 패널을 구성하는 라인들에 순차적으로 주사 신호를 공급한다. 즉, 제1 라인부터 최종 라인까지 순서대로 주사

신호를 공급하는 주사 방식이다.

비월 주사는 두 번에 걸쳐 한 프레임의 화면을 표시한다. 즉, 한 프레임 주기의 1/2에 해당하는 홀수 필드 구간에서 홀수번

째의 라인들에 순차적으로 주사 신호가 공급되고, 두 번째는 한 프레임 주기의 나머지 1/2에 해당하는 짝수 필드 구간에서

짝수번째의 라인들에 순차적으로 주사 신호가 공급되는 주사 방식이다.

따라서, 하나의 평판 디스플레이 장치는 순차 주사 및 비월 주사 중 어느 하나를 고정적으로 선택하여 디스플레이하게 된

다. 이는 순차 주사 및 비월 주사는 주사 방식이 서로 상이하며, 순차 주사와 비월 주사를 선택적으로 수행할 수 있는 스캔

드라이버를 구비하지 않기 때문이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 제1 목적은, 순차 주사와 비월 주사를 선택적으로 수행할 수 있는 스캔 드

라이버를 제공하는데 있다.
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본 발명의 제2 목적은, 순차 준사 와 비월 주사를 선택적으로 수행할 수 있는 유기 전계 발광 장치를 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 제1 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 개시 펄스 및 클록 신호를 입력받고, 저장된 정보를 한 클록 주기의 시간 간격으

로 출력하기 위한 시프트 레지스터; 상기 시프트 레지스터의 홀수번째 플립 플롭의 출력 및 홀수 라인 제어 신호를 수신하

고, 논리 조합하여 홀수 주사 신호를 발생하기 위한 홀수 라인 선택부; 및 상기 시프트 레지스터의 짝수번째 플립 플롭의

출력 및 짝수 라인 제어 신호를 수신하고, 논리 조합하여 짝수 주사 신호를 발생하기 위한 짝수 라인 선택부를 포함하는 순

차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버를 제공한다.

상기 제2 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 다수의 화소들을 가지고, 행과 열로 배치된 화소 어레이부; 상기 화소 어레이부

에 주사 신호 및 발광 제어 신호를 공급하고, 순차 주사 및 비월 주사 동작을 선택적으로 수행하기 위한 스캔 드라이버; 및

상기 스캔 드라이버의 주사 신호에 의해 선택된 화소에 데이터를 인가하기 위한 데이터 드라이버를 포함하고, 상기 스캔

드라이버는 개시 펄스 및 클록 신호를 입력받고, 저장된 정보를 한 클록 주기의 시간 간격으로 출력하기 위한 시프트 레지

스터; 상기 시프트 레지스터의 홀수번째 플립 플롭의 출력 및 홀수 라인 제어 신호를 수신하고, 논리 조합하여 홀수 주사

신호를 발생하기 위한 홀수 라인 선택부; 및 상기 시프트 레지스터의 짝수번째 플립 플롭의 출력 및 짝수 라인 제 어 신호

를 수신하고, 논리 조합하여 짝수 주사 신호를 발생하기 위한 짝수 라인 선택부를 가지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발

광 장치를 제공한다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

실시예 1

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버를 도시한 회로도이다.

도 1을 참조하면, 상기 스캔 드라이버는 시프트 레지스터(100), 홀수 라인 선택부(120) 및 짝수 라인 선택부(140)를 가진

다.

시프트 레지스터는 패널의 주사 라인의 수에 상응하는 플립 플롭들로 구성된다. 따라서, 패널이 m개의 주사 라인을 구비하

는 경우, 상기 플립 플롭들의 개수는 적어도 m개이다. 각각의 플립 플롭에는 클럭 신호 CLK가 입력된다. 또한, 플립 플롭

의 형태에 따라서, 플립 플롭에는 클럭 신호 CLK 및 반전된 클럭 신호 /CLK가 입력될 수도 있다. 상기 각각의 플립 플롭은

저장된 정보를 입력되는 클럭 신호 CLK에 동기하여 한 클럭 주기마다 다음 플립 플롭으로 전달한다.

따라서, 개시 펄스 VSP를 통해 플립 플롭 FF1에 저장된 데이터의 출력 SR1은 1클럭 지연된 후, 플립 플롭 FF2의 출력 신

호 SR2로 나타난다. 즉, 플립 플롭들 FF1, FF2, FF3,..., FFm의 출력 신호들 SR1, SR2, SR3,..., SRm은 1 클럭씩 지연된

형태로 출력된다.

상기 홀수 라인 선택부(120)는 다수의 NAND게이트들로 구성된다. 홀수 라인 선택부(120)를 구성하는 NAND 게이트들에

는 홀수 라인 제어 신호 ODD가 공통으로 입력된다. 또한, 홀수 라인 선택부의 NAND 게이트들에는 홀수번째 플립 플롭들

의 출력 신호 SR1, SR3,...,SRm-1이 입력된다.

즉, 제1 NAND게이트(121)는 홀수 라인 제어 신호 ODD 및 플립 플롭 FF1의 출력 신호 SR1을 입력으로 가지며, 수신된

입력 신호들을 논리 조합하여 제1 주사 신호 select[1]을 발생한다. 또한, 제3 NAND 게이트(123)는 홀수 라인 제어 신호

ODD 및 플립 플롭 FF3의 출력 신호 SR3을 입력으로 가지며, 수신된 입력 신호들을 논리 조합하여 제3 주사 신호 select

[3]을 발생한다. 상술한 NAND 게이트의 동작은 m-1번째 NAND게이트(125)에 이르기까지 동일한 원리로 이루어진다.

따라서, 상기 홀수 라인 선택부(120)의 동작에 의해 홀수 주사 신호가 발생하게 된다.

상기 짝수 라인 선택부(140)는 다수의 NAND게이트들로 구성된다. 짝수 라인 선택부(140)를 구성하는 NAND 게이트들에

는 짝수 라인 제어 신호 EVEN이 공통으로 입력된다. 또한, 짝수 라인 선택부(140)의 NAND 게이트들에는 짝수번째 플립

플롭들의 출력 신호 SR2, SR4,..., SRm이 입력된다.
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즉, 제2 NAND게이트는 짝수 라인 제어 신호 EVEN 및 플립 플롭 FF2의 출력 신호 SR2을 입력으로 가지며, 수신된 입력

신호들을 논리 조합하여 제2 주사 신호 select[2]를 발생한다. 또한, 제4 NAND 게이트는 짝수 라인 제어 신호 EVEN 및

플립 플롭 FF4의 출력 신호 SR4을 입력으로 가지며, 수신된 입력 신호들을 논리 조합하여 제4 주사 신호 select[4]를 발

생한다. 상술한 NAND 게이트의 동작은 m번째 NAND게이트에 이르기까지 동일한 원리로 이루어진다.

스캔 드라이버가 순차 주사 동작을 수행하는 경우, 상기 홀수 라인 제어 신호 ODD는 하이 레벨이 되고, 홀수번째 NAND

게이트들은 입력되는 신호를 반전한다. 따라서, 제1 주사 신호 select[1]은 플립 플롭 FF1의 출력 신호 SR1이 반전된 신

호이며, 제3 주사 신호 select[3]은 플립 플롭 FF3의 출력 신호 SR3이 반전된 신호이고, 제m-1 주사 신호 select[m-1]

은 플립 플롭 FFm-1의 출력 신호 SRm-1이 반전된 신호이다.

또한 스캔 드라이버의 순차 주사 동작에서, 상기 짝수 라인 제어 신호 EVEN도 하이 레벨이 되어 짝수번째 NAND 게이트

들에 입력되는 신호를 반전한다. 따라서, 제2 주사 신호 select[2]는 플립 플롭 FF2의 출력 신호 SR2가 반전된 신호이며,

제4 주사 신호 select[4]는 플립 플롭 FF4의 출력 신호 SR4가 반전된 신호이고, 제m 주사 신호 select[m]은 플립 플롭

FFm의 출력 신호 SRm이 반전된 신호이다.

즉, 스캔 드라이버는 홀수 라인 제어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호 EVEN이 하이 레벨인 경우에 순차 주사 동작을 수

행한다.

또한, 스캔 드라이버가 비월 주사 동작을 수행하는 경우, 한 프레임의 1/2 주기인 홀수 필드 구간에서 상기 홀수 라인 제어

신호 ODD는 하이 레벨이 된다. 따라서, 홀수 필드 구간에서 상기 홀수번째 NAND 게이트들은 입력되는 신호를 반전한다.

또한, 한 프레임의 나머지 1/2 주기인 짝수 필드 구간에서 상기 홀수 라인 제어 신호 ODD는 로우 레벨이 된다. 따라서, 짝

수 필드 구간에서 상기 홀수번째 NAND 게이트들은 홀수번째 플립 플롭들의 출력 레벨에 상관없이 하이 레벨의 신호를 출

력하는 마스킹 동작을 수행한다.

또한, 스캔 드라이버가 비월 주사 동작을 수행하는 경우, 홀수 필드 구간에서 상기 짝수 라인 제어 신호 EVEN는 로우 레벨

이 된다. 따라서, 홀수 필드 구간에서 상기 짝수번째 NAND 게이트들은 하이 레벨의 신호를 출력한다. 또한, 홀수 필드 구

간에서 상기 짝수 라인 제어 신호 EVEN은 하이 레벨이 된다. 따라서, 홀수 필드 구간에서 상기 짝수번째 NAND 게이트들

은 입력되는 신호를 반전한다.

즉, 상기 도 1에 도시된 스캔 드라이버는 순차 주사 동작을 수행하는 경우, 홀수 라인 선택부(120) 및 짝수 라인 선택부

(140)를 모두 활성화한다. 또한, 상기 스캔 드라이버가 비월 주사 동작을 수행하는 경우, 홀수 필드 구간에서 홀수 라인 선

택부만을 활성화하고, 짝수 필드 구간에서는 짝수 라인 선택부만을 활성화한다.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 플립 플롭을 도시한 회로도이다.

도 2를 참조하면, 플립 플롭은 제1 래치(200) 및 제2 래치(210)로 구성된다.

상기 제1 래치(210)는 클럭 신호 CLK의 로우 레벨에서 입력 신호를 샘플링하기 위한 제1 샘플러(sampler)(202) 및 상기

제1 샘플러(202)의 출력을 클럭 신호 CLK의 하이 레벨에서 저장하기 위한 제1 홀더(holder)(204)를 가진다. 클럭 신호

CLK의 로우 레벨동안 제1 샘플러(202)로 입력된 신호는 클럭 신호 CLK의 하이 레벨 동안 홀더(204)에 의해 저장된다. 입

력 신호의 주파수는 클럭 신호 CLK가 가지는 주파수보다 적으므로, 상기 제1 래치(200)는 클럭 신호 CLK의 로우 레벨에

서 입력 신호를 샘플링하고, 하이 레벨 동안 샘플링된 입력 신호를 저장한다.

제2 래치(210)는 클럭 신호 CLK의 하이 레벨에서 입력 신호를 샘플링하기 위한 제2 샘플러(212) 및 상기 제2 샘플러

(212)의 출력을 클럭 신호 CLK의 로우 레벨에서 저장하기 위한 제2 홀더(214)를 가진다.

상기 플립 플롭의 동작을 이하 설명한다.

클럭 신호 CLK가 로우 레벨을 가지는 동안, 제1 샘플러(202)는 입력 신호를 수신하고 반전된 신호를 제1 홀더(204)로 출

력한다. 상기 제1 홀더(204)는 하이 레벨에서 동작하므로 클럭 신호 CLK가 로우 레벨을 가지는 동안, 반전된 신호를 저장

하지 않는다. 클럭 신호 CLK가 하이 레벨로 천이되면, 제1 샘플러(202)의 입력 신호 수신 동작은 차단되며, 제1 홀더

(204)는 반전된 신호를 저장한다. 이와 동시에 제2 샘플러(212)는 입력 신호를 수신한다. 제2 샘플러(212)로 입력된 제1
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홀더(204)의 신호는 제2 홀더(214)의 인버터를 통해 출력된다. 다만, 클럭 신호 CLK가 하이 레벨로 천이된 기간동안 제2

홀더(214)는 수신된 데이터의 저장 동작을 수행하지 않으며, 클럭 신호 CLK가 다시 로우 레벨로 천이된 기간 동안 수신된

데이터의 저장 동작을 수행하게 된다.

따라서, 상기 도 2에 도시된 플립 플롭은 클럭 신호 CLK의 상승 에지 직전에 입력된 데이터를 저장하고, 클럭 신호 CLK의

1주기후 새로운 샘플링 동작이 수행될 때가지 1주기 동안 출력하게 된다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따라 상기 도 1의 스캔 드라이버의 순차 주사 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.

도 3 및 상기 도 1을 참조하여 스캔 드라이버의 순차 주사 동작을 이하 설명한다.

상기 도 1에서 설명된 바와 같이 스캔 드라이버의 순차 주사 동작은 홀수 라인 제어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호

EVEN이 하이 레벨을 가짐에 따라, 홀수 라인 선택부(120) 및 짝수 라인 선택부(140)의 NAND 게이트들이 플립 플롭의

출력 신호들을 반전하는 동작이다.

먼저, 프레임 주파수와 동일 주파수를 가지고 개시 펄스 VSP가 플립 플롭 FF1에 입력된다. 상기 플립 플롭 FF1은 클럭 신

호 CLK의 로우 레벨 구간에서 입력되는 개시 펄스 VSP를 샘플링한다. 즉, 플립 플롭 FF1은 클럭 신호 CLK의 상승 에지

직전의 개시 펄스 VSP를 샘플링하고, 샘플링된 데이터를 출력한다. 따라서 플립 플롭 FF1의 출력 신호 SR1은 제1 주기

동안 하이 레벨을 가진다.

상기 출력 신호 SR1은 제1 NAND(121) 게이트와 플립 플롭 FF2로 입력된다. 홀수 라인 제어 신호 ODD는 하이 레벨을 가

지므로 제1 NAND 게이트(121)는 출력 신호 SR1을 반전하여 출력한다. 따라서 제1 주사 신호 select[1]은 제1 주기 동안

로우 레벨을 가지게 된다.

플립 플롭 FF2 로 입력된 출력 신호 SR1는 1주기 지연되어 출력된다. 즉, 클럭 신호 CLK의 제2 주기의 상승 에지 직전에

샘플링된 데이터는 제2 주기의 상승 에지에서 출력된다. 따라서 플립 플롭 FF2는 출력 신호 SR1에 비해 1주기 지연된 출

력 신호 SR2를 출력한다.

플립 플롭 FF2의 출력 신호 SR2는 제2 NAND 게이트(142) 및 플립 플롭 FF3으로 입력된다. 짝수 라인 제어 신호 EVEN

은 하이 레벨을 가지므로 제2 NAND 게이트는 출력 신호 SR2를 반전하여 출력한다. 따라서 제2 주사 신호 select[2]는

제2 주기 동안 로우 레벨을 가지게 된다.

계속해서, 플립 플롭 FF3은 출력 신호 SR2를 입력으로 가지고, 상기 출력 신호 SR2보다 1주기 지연된 출력 신호 SR3을

출력한다. 출력 신호 SR3은 제3 NAND 게이트(123)에 입력되고, 제3 NAND 게이트(123)는 출력 신호 SR3를 반전하여

제3 주기 동안 로우 레벨을 가지는 제3 주사 신호 select[3]을 출력한다.

상술한 동작은 최종 플립 플롭 FFm으로부터 출력 신호 SRm이 출력되고, 제m 주사 신호 select[m]이 형성될 때까지 진

행된다.

즉, 상술한 과정을 통해 한 프레임 동안, 모든 주사 신호가 순차적으로 발생되는 순차 주사 동작이 수행된다.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제1 실시예에 따라 상기 도 1의 스캔 드라이버의 비월 주사 동작을 설명하기 위한 타이밍도들

이다.

도 4a 및 상기 도 1을 참조하여 스캔 드라이버의 비월 주사 동작을 이하 설명한다.

스캔 드라이버의 비월 주사 동작은 상기 도 1에서 설명된 바와 같이 한 프레임을 홀수 필드 구간과 짝수 필드 구간으로 분

리한다. 홀수 필드 구간에는 홀수 주사 신호들 select[1,3,...,m-1]이 활성화되고, 짝수 필드 구간에는 짝수 주사 신호들

select[2,4,...,m]이 활성화된다.

홀수 필드 구간 동안 홀수 주사 신호들을 활성화하기 위해 홀수 라인 제어 신호 ODD는 하이 레벨이 된다. 또한, 짝수 필드

구간 동안 짝수 주사 신호들을 활성화하기 위해 짝수 라인 제어 신호 EVEN은 하이 레벨이 된다.
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상기 도 4a에 도시된 비월 주사 동작은 한 프레임의 약 1/2 주기인 홀수 필드 구간에서 홀수번째의 플립 플롭의 출력 신호

를 반전하여 출력하고, 짝수번째의 플립 플롭의 출력 신호는 마스킹(masking)한다. 홀수번째 플립 플롭의 출력 신호를 반

전하기 위해 홀수 라인 제어 신호 ODD는 홀수 필드 구간에서 하이 레벨을 유지한다. 또한, 짝수번째 플립 플롭의 출력 신

호를 마스킹하기 위해 짝수 라인 제어 신호 EVEN은 홀수 필드 구간에서 로우 레벨을 유지한다.

또한 한 프레임의 나머지 1/2 주기인 짝수 필드 구간 동안, 홀수번째의 플립 플롭의 출력 신호는 마스킹되며, 짝수번째의

플립 플롭의 출력 신호는 반전되어 짝수 라인 선택부의 NAND 게이트로부터 출력된다. 홀수번째의 플립 플롭의 출력 신호

를 마스킹하기 위해 홀수 라인 제어 신호 ODD는 짝수 필드 구간 동안 로우 레벨을 가진다. 또한, 짝수번째 플립 플롭의 출

력 신호를 반전하기 위해 짝수 라인 제어 신호 EVEN은 짝수 필드 구간 동안 하이 레벨을 유지한다.

먼저, 프레임 주파수의 약 2배의 주파수를 가지고 개시 펄스 VSP가 플립 플롭 FF1에 입력된다. 또한, 상기 도 4a의 클럭

주파수는 상기 도 3에서 도시된 순차 주사 동작시의 클럭 주파수의 약 2배이다. 따라서, 도 4a에서, 개시 펄스 VSP는 적어

도 2 클럭 주기 동안의 하이 레벨 구간을 가진다. 따라서, 각각의 플립 플롭의 출력 신호는 2 주기 동안의 하이 레벨 구간을

가진다.

다만, 플립 플롭 FF1로부터 출력되는 출력 신호 SR1, 플립 플롭 FF2로부터 출력되는 출력 신호 SR2, 플립 플롭 FF3으로

부터 출력되는 출력 신호 SR3,..., 플립 플롭 FFm으로부터 출력되는 출력 신호 SRm의 생성 과정은 상기 도 3에서 도시된

바와 동일하다. 따라서, 플립 플롭들의 출력 신호들 SR1, SR2, SR3,..., SRm-1 및 SRm 은 1 주기 만큼 지연된 하이 레벨

구간을 가진다. 또한, 각각의 출력 신호들은 2 클럭 주기의 하이 레벨을 가지므로, 플립 플롭들의 출력 신호들은 인접하는

출력 신호와 1 클럭 주기 동안 중복되는 하이 레벨을 가진다.

클럭 신호 CLK의 n주기 동안, 상기 플립 플롭들의 m개의 출력 신호들은 1 주기 간격으로 하이 레벨을 가진다. 또한, 클럭

신호 CLK의 나머지 n+1주기 동안, 상기 플립 플롭들은 m개의 출력 신호들은 1 주기 간격으로 하이 레벨을 가진다.

홀수 필드 구간 동안, 홀수 라인 제어 신호 ODD는 하이 레벨을 가진다. 다만, 플립 플롭 FF1의 출력 신호 SR1과의 논리 연

산시 전송 선로를 통한 시간 지연 등의 타이밍 마진를 고려하여 홀수 라인 제어 신호 ODD는 클럭 신호 CLK의 제1 주기 보

다 반 클럭 선행하여 하이 레벨로 상승한다. 하이 레벨을 가지는 홀수 라인 제어 신호 ODD에 의해 홀수 라인 선택부의

NAND 게이트들은 홀수번째 플립 플롭의 출력 신호들 SR1, SR3,..., SRm-1을 반전하여 출력한다.

또한, 홀수 필드 구간 동안, 짝수 라인 제어 신호 EVEN은 로우 레벨을 가진다. 다만, 타이밍 마진을 고려하여 짝수 라인 제

어 신호 EVEN은 클럭 신호 CLK의 제1 주기 보다 반 클럭 지연되어 로우 레벨로 하강한다. 로우 레벨을 가지는 짝수 라인

제어 신호 EVEN에 의해 짝수 라인 선택부의 NAND 게이트들은 마스킹된다. 따라서 짝수번째의 주사 신호들 select

[2,4,...,m]은 하이 레벨을 가지게 된다.

한 프레임의 나머지 1/2 주기인 짝수 필드 구간 동안, 홀수 라인 제어 신호 ODD는 로우 레벨을 가지고, 짝수 라인 제어 신

호 EVEN은 하이 레벨을 가진다. 따라서, 짝수 필드 구간에서 홀수 번째 플립 플롭의 출력은 마스킹되고, 홀수 라인 주사

신호 select[1,3,..,m-1]는 하이 레벨을 가진다. 또한, 짝수 라인 선택부는 짝수번째 플립 플롭들의 출력 신호들 SR2,

SR4,..., SRm을 반전하여 출력한다. 따라서, 홀수 라인 주사 신호 select[2,4,...,m]은 각각 2주기 클럭 동안 로우 레벨을

가진다.

다만, 짝수 필드 구간은 홀수 필드 구간에 비해 1클럭 주기를 더 가진다. 이는 최종 플립 플롭의 출력 신호 SRm이 반전되

어 온전한 신호가 주사 라인에 전달되도록 하기 위한 것이다.

도 4b는 상기 도 4a에 비해 홀수 필드 구간 동안 포함된 클럭의 수와 짝수 필드 구간 동안 포함된 클럭의 수가 서로 일치한

다. 즉, 한 프레임의 홀수 필드 구간은 n+1 클럭 주기를 가지며, 짝수 필드 구간 또한 n+1 클럭 주기를 가진다. 상기 도 4a

에서는 홀수 필스 구간에서 m번째 플립 플롭의 출력 신호 SRm은 홀수 필드 구간 및 짝수 필드 구간에 걸쳐 하이 레벨을

가지나, 상기 도 4b에서는 홀수 필드 구간내에 포함된 2클럭 주기 동안 하이 레벨을 가진다.

플립 플롭의 출력 신호의 생성, 홀수 라인 선택부의 동작 및 짝수 라인 선택부의 동작은 상기 도 4a에서 설명된 바와 동일

하므로 상세한 설명은 생략한다.

실시예 2
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도 5a 및 도 5b는 본 발명의 제2 실시예에 따라, 스캔 드라이버가 적용된 유기 전계 발광 장치를 도시한 블록도 및 상기 유

기 전계 발광 장치를 구성하는 화소 구동 회로도이다.

도 5a를 참조하면, 유기 전계 발광 장치는 스캔 드라이버(301), 데이터 드라이버(303) 및 화소 어레이부(305)를 가진다.

스캔 드라이버(301)는 상기 도 1에 도시된 바대로 순차 주사 및 비월 주사를 선택적으로 수행한다. 또한, 상기 스캔 드라이

버(301)는 m개의 주사 라인들을 통해 주사 신호들을 인가한다. 또한, m개의 발광 제어 라인들을 통해 발광 제어 신호들을

인가한다.

데이터 드라이버(303)는 발광 제어 신호 및 주사 신호에 의해 선택된 화소 어레이부(305)의 라인에 대해 데이터를 인가한

다. 인가되는 데이터는 전압 또는 전류의 형태를 가질 수 있다. 인가되는 데이터가 전압의 형태를 가지는 경우, 유기 전계

발광 장치는 전압 기입형이며, 인가되는 데이터가 전류의 형태를 가지는 경우, 유기 전계 발광 장치는 전류 기입형이 된다.

상기 도 5a에서는 전류 기입형 유기 전계 발광 장치를 도시하였으나, 유기 전계 발광 장치는 전압 기입형도 될 수 있음은

당업자에게 공지의 사실이다.

화소 어레이부(305)는 다수의 화소로 구성된다. 제1행에 배치된 화소들에는 제1 주사 신호 select[1] 및 제1 발광 제어

신호 emit[1]이 인가되고, 제2행에 배치된 화소들에는 제2 주사 신호 select[2] 및 제2 발광 제어 신호 emit[2]가 인가

된다. 즉, 하나의 수평 라인을 형성하는 한 행의 화소들에는 적어도 하나의 주사 신호와 발광 제어 신호가 인가된다.

도 5b는 본 발명의 제2 실시예에 따라 전류 기입형 화소 구동 회로를 도시한 회로도이다.

도 5b를 참조하면, 상기 화소 회로는 4개의 트랜지스터들 M1, M2, M3 및 M4, 프로그램 커패시터 Cst 및 유기 전계 발광

소자 OLED를 가진다.

구동 트랜지스터 M1은 화소의 발광 동작시, 데이터 라인 data[n]을 통해 싱크(sink)되는 데이터 전류와 동일한 전류를 트

랜지스터 M4로 공급한다. 데이터 전류와 동일한 전류를 발생하기 위해 구동 트랜지스터 M1의 게이트는 프로그램 커패시

터 Cst의 일측 단자 및 트랜지스터 M2에 연결된다. 또한, 구동 트랜지스터 M1은 ELVdd에 연결되고, 트랜지스터 M3 및

트랜지스터 M4에 연결된다.

스위칭 트랜지스터 M2는 주사 신호 select[m]에 따라 턴-온되고, 데이터 라인과 프로그램 커패시터 Cst 사이에 전압 경

로를 형성하는 스위칭 트랜지스터이다. 또한, 스위칭 트랜지스터 M2는 구동 트랜지스터 M1의 게이트에 소정의 바이어스

전압을 인가하여, 데이터 전류에 상응하는 구동 트랜지스터 M1의 Vgs를 형성한다.

트랜지스터 M3는 주사 신호 select[m]에 따라 턴-온되고, 데이터 전류 프로그램시, 구동 트랜지스터 M1로부터 공급되는

전류를 데이터 라인 data[n]으로 공급하는 역할을 수행한다.

발광 제어 트랜지스터 M4는 발광 제어 신호 emit[m]에 따라 턴-온되고, 발광 동작시, 구동 트랜지스터 M1으로부터 공급

되는 전류를 유기 전계 발광 소자 OLED에 공급하는 역할을 수행한다..

상기 전류 구동형 화소 회로의 동작은 데이터 전류에 상응하는 전압 Vgs를 프로그램 커패시터 Cst에 저장하고, 발광 제어

트랜지스터 M3을 턴-온시켜 데이터 전류와 실질적으로 동일한 전류를 유기 전계 발광 소자 OLED에 공급하는 것이다.

먼저, 발광 제어 신호 emit[m]이 하이 레벨로 천이되면, 발광 제어 트랜지스터 M4는 턴-오프 상태가 된다. 따라서, 유기

전계 발광 소자 OLED의 발광 동작은 차단된다.

발광 제어 트랜지스터 M4가 오프된 상태에서, 주사 신호 select[m]이 로우 레벨로 천이되는 경우, 스위칭 트랜지스터 M2

및 트랜지스터 M3은 턴-온된다. 로우 레벨의 주사 신호 select[m]에 의해 화소는 선택되고 데이터의 프로그램 동작이 시

작된다.

로우 레벨의 주사 신호 select[m]에 의해 상기 트랜지스터들 M2 및 M3은 턴-온된다. 상기 트랜지스터들 M2 및 M3이 턴

-온된 상태에서, 데이터 라인 data[n]을 통해 데이터 전류 Idata가 싱크되면, Vdd, 구동 트랜지스터 M1 및 트랜지스터
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M3로 구성된 전류 경로가 형성된다. 또한, 데이터 전류 Idata가 싱크되는 경우, 스위칭 트랜지스터 M2는 트라이오드 영역

에서 동작한다. 즉, 프로그램 커패시터 Cst 및 구동 트랜지스터 M1의 게이트로는 DC전류가 실질적으로 흐르지 않고 구동

트랜지스터 M1을 턴-온시키기 위한 바이어스 전압만이 구동 트랜지스터 M1의 게이트 단자로 공급된다.

또한, ELVdd로부터 Idata를 데이터 라인 data[n]에 공급하기 위해 상기 구동 트랜지스터 M1은 포화 영역에서 동작됨이

바람직하다. 구동 트랜지스터 M1이 포화 영역에서 동작하는 경우, 구동 트랜지스터 M1을 통해 흐르는 전류인 Idata는 다

음의 [수학식 1]로 구해진다.

수학식 1

상기 [수학식 1]에서 K는 비례 상수이며, Vgs는 구동 트랜지스터 M1의 게이트와 소스간의 전압차이다. 또한, Vth는 구동

트랜지스터 M1의 문턱 전압을 나타낸다.

데이터 전류 Idata가 구동 트랜지스터 M1 및 트랜지스터 M3를 통해 흐르는 동안, 데이터 전류 Idata에 상응하는 구동 트

랜지스터 M1의 Vgs는 프로그램 커패시터 Cst에 저장된다.

계속해서, 주사 신호 select[m]이 하이 레벨로 천이되는 경우, 트랜지스터들 M2 및 M3는 턴-오프 상태가 되고, 프로그램

커패시터 Cst는 Vgs의 전압차를 유지하게 된다.

이어서, 발광 제어 신호 emit[m]이 하이 레벨에서 로우 레벨로 천이되는 경우, 발광 제어 트랜지스터 M4는 턴-온된다. 상

기 발광 제어 트랜지스터 M4의 턴-온에 의해 구동 트랜지스터 M1은 포화영역에서 동작하게 되고, 프로그램 커패시터

Cst에 저장된 전압 Vgs에 상응하는 전류인 Idata는 트랜지스터 M4로 흐르게 된다. 데이터 전류 Idata는 발광 제어 트랜지

스터 M4를 통해 유기 전계 발광 소자 OLED로 공급되고, 유기 전계 발광 소자 OLED는 데이터 전류 Idata에 상응하는 휘

도를 가지고 발광하게 된다.

상술한 바대로 전류 기입형 화소 회로의 구성은 다양하게 변경될 수 있다.

도 6a 및 도 6b는 본 발명의 제2 실시예에 따라 상기 도 5a에 도시된 유기 전계 발광 장치의 순차 주사 및 비월 주사를 설

명하기 위한 타이밍도들이다.

도 6a는 순차 주사 동작을 수행하는 유기 전계 발광 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.

도 6a를 참조하면, 유기 전계 발광 장치는 데이터 드라이버(303)에 의한 전류 기입 동작을 위해 발광 제어 신호 emit

[1,2,...,m]을 화소 어레이부(305)에 인가한다. 또한, 발광 제어 신호 emit[1,2,..,m]이 주사 신호와 시간적으로 동기되는

경우, 화소에 대한 데이터 전류 프로그램 동작과 발광 동작이 동시에 발생되는 문제가 발생되므로 주사 신호 select

[1,2,...,m]과 발광 제어 신호 emit[1,2,...,m]은 소정의 시간 간격을 두고 화소에 인가된다. 따라서, 주사 신호 select

[1,2,...,m]의 로우 레벨 기간은 발광 제어 신호의 하이 레벨 기간보다 짧도록 설정된다.

주사 신호 select[1,2,...,m]의 로우 레벨 기간이 발광 제어 신호의 하이 레벨 기간보다 짧도록 설정하기 위해 홀수 라인 제

어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호 EVEN은 펄스열의 형태로 인가된다.

상기 도 1에서 도시된 바대로, 홀수 라인 제어 신호 ODD가 로우 레벨인 경우, 홀수번째 플립 플롭들의 출력 신호들 SR1,

SR3,..., SRm-1은 마스킹되어 출력된다. 따라서, 홀수 주사 신호들 select[1,3,...,m-1]은 하이 레벨을 가진다.

또한, 짝수 라인 제어 신호 EVEN이 로우 레벨인 경우, 짝수번째 플립 플롭들의 출력 신호들 SR2, SR4,..., SRm은 마스킹

되어 출력된다. 따라서, 짝수 주사 신호들 select[2,4,...,m]은 하이 레벨을 가진다.

따라서, 펄스열 형태로 인가되는 홀수 라인 제어 신호 ODD에 의해 홀수 주사 신호들 select[1,3,...,m-1]에는 홀수 라인

제어 신호 ODD의 로우 레벨 부분이 반영된다. 즉, 홀수번째 플립 플롭의 출력 신호가 하이 레벨을 가지는 구간에서, 홀수

라인 제어 신호 ODD가 짧은 시간 동안 로우 레벨을 가지는 경우, 홀수 라인 제어 신호 ODD의 로우 레벨 구간 동안 홀수 주

사 신호 select[1,3,...,m-1]은 하이 레벨이 된다. 따라서, 상기 도6a에 도시된 홀수 주사 신호는 상기 도 3에서 도시된 홀

수 주사 신호들보다 짧은 로우 레벨 시간 간격을 가지고 형성된다.
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또한, 홀수번째 발광 제어 신호들 emit[1,3,...,m-1]은 상기 도 6a에 도시된 홀수 주사 신호들의 로우 레벨 구간보다 넓은

하이 레벨 구간을 가진다. 홀수번째 발광 제어 신호 emit[1,3,...,m-1]은 홀수번째 플립 플롭의 출력 신호와 실질적으로

동일한 파형을 가진다. 따라서 홀수번째 발광 제어 신호 emit[1,3,...,m-1]은 홀수번째 플립 플롭의 출력 신호를 이용하여

형성될 수 있으며, 실시의 형태에 따라 별도의 파형 발생 회로를 이용하여 형성될 수 있다.

상술한 파형의 형성 과정은 짝수번째 주사 신호들 select[2,4,...,m]의 형성 과정에서도 동일하게 적용된다. 따라서, 홀수

라인 제어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호 EVEN에 의해 제1 발광 제어 신호 emit[1] 및 제1 주사 신호 select[1], 제2

발광 제어 신호 emit[2] 및 제2 주사 신호 select[2],... 및 제m 발광 제어 신호 emit[m] 및 제m 주사 신호는 순차적으로

형성된다.

발광 제어 신호 emit[1,2,...,m]이 하이 레벨을 가지는 동안, 상기 발광 제어 신호 emit[1,2,...,m]이 인가되는 화소는 발광

이 차단된다. 또한, 상기 발광 제어 신호 emit[1,2,...,m]과 시간 마진을 가지는 주사 신호 select[1,2,...,m]이 입력되면,

데이터 전류의 프로그램 동작이 개시된다. 상기 주사 신호 select[1,2,...,m]이 하이 레벨로 상승하면, 상기 화소에 대한 프

로그램 동작은 종료되며, 주사 신호 select[1,2,...,m]의 상승 에지에 대해 시간 마진을 가지고 형성되는 발광 제어 신호

emit[1,2,...,m]의 하강 에지부터 프로그램된 화소는 발광 동작을 개시하게 된다.

도 6b는 비월 주사 동작을 수행하는 유기 전계 발광 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.

도 6b는 상기 도 4b의 타이밍도에 발광 제어 신호들 emit[1,2,...,m]이 부가된 것이다. 또한, 주사 신호의 로우 레벨 구간

을 발광 제어 신호의 하이 레벨 구간보다 짧게 하기 위해, 홀수 라인 제어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호 EVEN의 파형

은 상기 도 4b에 도시된 파형과 다른 모양을 가진다.

홀수 필드 구간에서 홀수 라인 제어 신호 ODD에 의해 홀수번째 주사 신호들 select[1,3,...,m-1]이 활성화된다. 다만, 홀

수 라인 제어 신호 ODD는 1주기마다 로우 레벨 구간을 가지므로, 로우 레벨 구간에서 홀수번째 플립 플롭의 출력들은 마

스킹된다. 따라서, 각각의 발광 제어 신호가 가지는 하이 레벨 구간보다 각각의 주사 신호의 로우 레벨 구간은 짧도록 설정

된다.

발광 제어 신호는 플립 플롭의 출력 신호와 실질적으로 동일한 파형을 가지므로 플립 플롭의 출력 신호를 발광 제어 신호

로 사용할 수 있다. 또한, 별도의 회로를 구비하여 발광 제어 신호를 발생시킬 수 있다.

짝수 필드 구간에서 짝수 라인 제어 신호 EVEN에 의해 짝수 주사 신호들 select[2,4,...,m]이 활성화된다. 짝수 라인 제어

신호 EVEN은 클럭 신호 CLK의 1주기마다, 로우 레벨 구간을 가진다. 로우 레벨 구간 동안 짝수번째 플립 플롭의 출력 신

호는 마스킹되어 하이 레벨로 출력된다.

상술한 과정을 통해 홀수 라인 제어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호 EVEN에 의해 순차 주사 또는 비월 주사의 동작이

수행됨을 알 수 있다. 즉, 홀수 라인 제어 신호 ODD 및 짝수 라인 제어 신호 EVEN에 따라 스캔 드라이버는 순차 주사 및

비월 주사 동작을 선택적으로 수행하고, 상기 스캔 드라이버가 실장된 유기 전계 발광 장치는 순차 주사 및 비월 주사 동작

을 선택적으로 수행하게 된다.

발명의 효과

상기와 같은 본 발명에 따르면, 홀수 라인 제어 신호 및 짝수 라인 제어 신호가 가지는 레벨에 따라 순차 주사 동작 및 비월

주사 동작을 수행할 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의

범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음

을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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개시 펄스 및 클록 신호를 입력받고, 저장된 정보를 한 클록 주기의 시간 간격으로 출력하기 위한 시프트 레지스터;

상기 시프트 레지스터의 홀수번째 플립 플롭의 출력 및 홀수 라인 제어 신호를 수신하고, 논리 조합하여 홀수 주사 신호를

발생하기 위한 홀수 라인 선택부; 및

상기 시프트 레지스터의 짝수번째 플립 플롭의 출력 및 짝수 라인 제어 신호를 수신하고, 논리 조합하여 짝수 주사 신호를

발생하기 위한 짝수 라인 선택부를 포함하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 시프트 레지스터의 플립 플롭은,

상기 클럭 신호의 로우 레벨에서 샘플링된 입력 데이터를 상승 에지에서 저장하기 위한 제1 래치; 및

상기 클럭 신호의 하이 레벨에서 샘플링된 제1 래치의 저장데이터를 하강 에지에서 저장하기 위한 제2 래치를 포함하는

것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 제1 래치는,

클럭 신호의 로우 레벨에서 입력 신호를 샘플링하기 위한 제1 샘플러; 및

상기 제1 샘플러의 출력을 클럭 신호의 하이 레벨에서 저장하기 위한 제1 홀더를 가지는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및

비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 4.

제3항에 있어서, 상기 제2 래치는,

상기 클럭 신호의 하이 레벨에서 상기 제1 홀더의 출력을 샘플링하기 위한 제2 샘플러; 및

상기 제2 샘플러의 출력을 상기 클럭 신호의 로우 레벨에서 저장하기 위한 제2 홀더를 가지는 것을 특징으로 하는 순차 주

사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 5.

제2항에 있어서, 상기 홀수 라인 선택부는 다수의 NAND 게이트를 가지며, 상기 각각의 NAND 게이트는 홀수번째 플립

플롭의 출력 신호 및 상기 홀수 라인 선택 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이

버.

청구항 6.

제5항에 있어서, 상기 짝수 라인 선택부는 다수의 NAND 게이트를 가지며, 상기 각각의 NAND 게이트는 짝수번째 플립

플롭의 출력 신호 및 상기 짝수 라인 선택 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이

버.
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청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버는 짝수 라인 제어 신호 및 홀수 라인 제어 신호의 레벨에

따라 상기 순차 주사 및 상기 비월 주사를 선택적으로 수행하는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드

라이버.

청구항 8.

제7항에 있어서, 상기 짝수 라인 제어 신호 및 홀수 라인 제어 신호가 하이 레벨을 가지는 경우, 상기 순차 주사 및 비월 주

사 겸용 스캔 드라이버는 순차 주사 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 9.

제8항에 있어서, 상기 홀수 라인 선택부 및 상기 짝수 라인 선택부는 입력되는 플립 플롭들의 출력을 반전하는 것을 특징

으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 10.

제9항에 있어서, 상기 짝수 라인 제어 신호 및 홀수 라인 제어 신호는 1주기 마다 로우 레벨로 천이되는 구간을 가진 펄스

열의 형태인 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 11.

제7항에 있어서, 상기 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버는 비월 주사 동작을 수행하는 경우,

한 프레임의 약 1/2주기인 홀수 필드 구간 동안, 상기 홀수 라인 선택부의 NAND 게이트들은 입력되는 홀수번째 플립 플

롭의 출력들을 반전하고,

상기 한 프레임의 나머지 1/2 주기인 짝수 필드 구간 동안, 상기 짝수번째 플립 플롭의 출력들을 반전하는 것을 특징으로

하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 12.

제11항에 있어서, 상기 홀수 라인 제어 신호가 하이 레벨을 가지고, 상기 짝수 라인 제어 신호가 로우 레벨을 가지는 경우,

상기 홀수 주사 라인 선택부는 홀수 필드 구간에서 홀수 주사 신호를 활성화하는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주

사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 13.

제12항에 있어서, 상기 홀수 라인 제어 신호는 홀수 필드 구간에서 1주기 마다 로우 레벨로 천이되는 구간을 가진 펄스열

의 형태인 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 14.
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제12항에 있어서, 상기 홀수 라인 제어 신호가 로우 레벨을 가지고, 상기 짝수 라인 제어 신호가 하이 레벨을 가지는 경우,

상기 짝수 주사 라인 선택부는 짝수 필드 구간에서 짝수 주사 신호를 활성화하는 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주

사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 15.

제14항에 있어서, 상기 짝수 라인 제어 신호는 짝수 필드 구간에서 1주기 마다 로우 레벨로 천이되는 구간을 가진 펄스열

의 형태인 것을 특징으로 하는 순차 주사 및 비월 주사 겸용 스캔 드라이버.

청구항 16.

다수의 화소들을 가지고, 행과 열로 배치된 화소 어레이부;

상기 화소 어레이부에 주사 신호 및 발광 제어 신호를 공급하고, 순차 주사 및 비월 주사 동작을 선택적으로 수행하기 위한

스캔 드라이버; 및

상기 스캔 드라이버의 주사 신호에 의해 선택된 화소에 데이터를 인가하기 위한 데이터 드라이버를 포함하고,

상기 스캔 드라이버는 개시 펄스 및 클록 신호를 입력받고, 저장된 정보를 한 클록 주기의 시간 간격으로 출력하기 위한 시

프트 레지스터;

상기 시프트 레지스터의 홀수번째 플립 플롭의 출력 및 홀수 라인 제어 신호를 수신하고, 논리 조합하여 홀수 주사 신호를

발생하기 위한 홀수 라인 선택부; 및

상기 시프트 레지스터의 짝수번째 플립 플롭의 출력 및 짝수 라인 제어 신호를 수신하고, 논리 조합하여 짝수 주사 신호를

발생하기 위한 짝수 라인 선택부를 가지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 17.

제16항에 있어서, 상기 시프트 레지스터의 플립 플롭은,

상기 클럭 신호의 로우 레벨에서 샘플링된 입력 데이터를 상승 에지에서 저장하기 위한 제1 래치; 및

상기 클럭 신호의 하이 레벨에서 샘플링된 제1 래치의 저장데이터를 하강 에지에서 저장하기 위한 제2 래치를 포함하는

것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 18.

제17항에 있어서, 상기 스캔 드라이버의 제1 래치는,

클럭 신호의 로우 레벨에서 입력 신호를 샘플링하기 위한 제1 샘플러; 및

상기 제1 샘플러의 출력을 클럭 신호의 하이 레벨에서 저장하기 위한 제1 홀더를 가지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발

광 장치.

청구항 19.
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제18항에 있어서, 상기 스캔 드라이버의 제2 래치는,

상기 클럭 신호의 하이 레벨에서 상기 제1 홀더의 출력을 샘플링하기 위한 제2 샘플러; 및

상기 제2 샘플러의 출력을 상기 클럭 신호의 로우 레벨에서 저장하기 위한 제2 홀더를 가지는 것을 특징으로 하는 제1 샘

플러; 및

제1 홀더를 가지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 20.

제17항에 있어서, 상기 홀수 라인 선택부는 다수의 NAND 게이트를 가지며, 상기 각각의 NAND 게이트는 홀수번째 플립

플롭의 출력 신호 및 상기 홀수 라인 선택 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 21.

제20항에 있어서, 상기 짝수 라인 선택부는 다수의 NAND 게이트를 가지며, 상기 각각의 NAND 게이트는 짝수번째 플립

플롭의 출력 신호 및 상기 짝수 라인 선택 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 22.

제21항에 있어서, 상기 스캔 드라이버는 짝수 라인 제어 신호 및 홀수 라인 제어 신호의 레벨에 따라 상기 순차 주사 및 상

기 비월 주사를 선택적으로 수행하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 23.

제22항에 있어서, 상기 짝수 라인 제어 신호 및 홀수 라인 제어 신호가 하이 레벨을 가지는 경우, 상기 스캔 드라이버는 순

차 주사 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 24.

제23항에 있어서, 상기 짝수 라인 제어 신호 및 홀수 라인 제어 신호는 1주기 마다 로우 레벨로 천이되는 구간을 가진 펄스

열의 형태인 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.

청구항 25.

제22항에 있어서,

상기 홀수 라인 제어 신호가 하이 레벨을 가지고, 상기 짝수 라인 제어 신호가 로우 레벨을 가지는 경우, 홀수 필드 구간에

서 상기 홀수 주사 라인 선택부가 홀수 주사 신호를 활성화하고,

상기 홀수 라인 제어 신호가 로우 레벨을 가지고, 상기 짝수 라인 제어 신호가 하이 레벨을 가지는 경우, 짝수 필드 구간에

서 상기 짝수 주사 라인 선택부가 짝수 주사 신호를 활성화하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 장치.
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청구항 26.

제25항에 있어서,

상기 홀수 라인 제어 신호는 홀수 필드 구간에서 1주기 마다 로우 레벨로 천이되는 구간을 가진 펄스열의 형태이며,

상기 짝수 라인 제어 신호는 짝수 필드 구간에서 1주기 마다 로우 레벨로 천이되는 구간을 가진 펄스열의 형태인 것을 특

징으로 하는 유기 전계 발광 장치.
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摘要(译)

公开了一种能够选择性地执行逐行扫描和隔行扫描的扫描驱动器。扫描
驱动器具有：移位寄存器，其中多个触发器串联布置;奇数行选择器，由
多个NAND门组成;以及偶数行选择器，由多个NAND门组成。扫描驱动
器根据奇数行控制信号和偶数行控制信号执行逐行扫描操作或隔行扫描
操作，奇数行控制信号和偶数行控制信号是输入到奇数行选择单元或偶
数行选择单元的控制信号。 1
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